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MeToabl UCNbITAHWI

Standard test procedures for semiconductor X-ray energy spectrometers

Tato norma neni zdvazna podle § 3 zadkona ¢. 96/1964 Sb. o technické normalizaci.
Poznamky:

1. Zavaznost ustanoveni normy mizZe byt stanovena jinym pravnim predpisem.

2. Podminkou pro uvedeni Udaje o dosazeni shody s normou je splnéni vSech normativnich
pozadavkd normy.

Tato norma je prekladem IEC 759 Metody zkous$eni spektrometrd energii zareni X s polovodic¢ovymi
detektory, prvni vydani 1983.

Do normy jsou doplnéna v Cl. 2 a 3 dopliujici ustanoveni oznacena "Cs. doplnék".

Tato norma bez ¢s. doplnkd je prelozena z anglického znéni bez redakénich Gprav. V pripadé, ze by
vznikl spor o vyklad, pouZije se plvodni anglické znéni normy.

This standard is translation of the IEC Publication 759 Standard test procedures for semiconductor X-
ray energy spectrometers, First edition 1983.

This standard contains amendments in Clauses 2 and 3. These amendments are indicated "¢s.
doplnék" (cs. amendment).

The standard without cs. amendments is translated from the English version without editorial
changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

U¢innost od: 1. 2. 1992
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